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Die Kopplung der Thermischen Analyse mit den Gasanalysensystemen
FT-Infrarotspektrometer (FTIR) und Massenspektrometer (MS) wird bereits seit
Jahren im Bereich der Materialcharakterisierung -und heutzutage auch in der
Schadensanalyse- erfolgreich eingesetzt.

Die Frage, welche Methode zur Kopplung fir die jeweilige Applikation
ausgewahlt werden soll, stellt sich den Anwendern immer wieder. Bedingt
durch den traditionellen Einsatz des FTIR bei Tieftemperatur- (Polymere,
Kunststoffe, Gummi, Pharmazeutika, Lebensmittel etc.) und MS bei
Hochtemperaturapplikationen (Keramik, Baustoffe, Metalle etc.) wird von den
Anwendern der Thermischen Analyse oftmals die bereits im Einsatz befindliche
Gasanalysenmethode bevorzugt.

Auch stellt sich die Frage nach den Vor- und Nachteilen beider
Gasanalysenmethoden. Die dabei genannten Nachteile (z.b. keine FTIR-
Detektion von Edelgasen und Homologen) kdénnen sich jedoch fur eine
bestimmte Applikation als positiv erweisen und/oder werden durch die zweite
Methode kompensiert. Damit stehen beide Gasanalysemethoden nicht in
Konkurrenz zueinander, sondern ermaoglichen eine umfassende
Charakterisierung der zu untersuchenden Substanz.

Ein spezielles Adaptersystem zum Anschluss sowohl von FTIR als auch MS
wurde entwickelt, welches die simultane TG-FTIR-MS-Messung an ein und
derselben Probe unter identischen Bedingungen gewéhrleistet. Fir STA-FTIR-
MS-Messungen steht ein Adaptersystem fur die FTIR- und MS-Kopplung zur
Verfiugung. Die Handhabbarkeit beider beheizter Adapter zeigt keinerlei
Einschréankungen im Vergleich zu den konventionellen Systemen.

Die damit verbundenen neuen Méglichkeiten der Kopplung Thermische Analyse

und Gasanalyse werden an ausgewéahlten Beispielen demonstriert.



